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φ200mm以下試料の表裏両面パターン間
座標偏差の測定を実現
（測定再現性3σ≦100nm）

座標偏差出力値から系統誤差分析が可能
露光機と連携運用（オプション）

試 料 の 表 裏 両 面 パ タ ー ン の 光 学 顕 微 観 察 に よ る
C N C 二 次 元 直 交 座 標 偏 差 値を出 力 するリファレンス
ツールとして活用できます
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両面座標測定機 BSM
Both Side Measuring System BSM

Incorporated interferometer, Built-in microscopes
高精度ステージ（干渉計）、両面光学系検出方式

安全に関するご注意 ■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
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